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Introduction

Les électrons dans un solide ne peut prendre que des états électronique discrete, les courants
dans ceux-ci est comprend lorsque on connu la population des ses états électronique, pour un
semiconducteur les électrons de conduction sont dans la bande de conduction (libre dans le
réseau), par contre les trous sont distribuée dans la bande de valence qui vérifié hamiltonien de
Luttinger pour GaAs. Puis que le gap d’énergie du matériau GaAs est direct et moyen (1 .42 eV),
nous acceptons que ’interaction entre la bande de conduction et de valence est négligeable, par
conséquent 1’approximation parabolique pour la bande de conduction donne des bon résultats.
Notre manuscrite divisé en trois partie(chapitre) :

Chapitre 01 permet de comprendre la population des électrons dans le réseau et sont com-
portement au courant dans un dispositif en régime de faible injection.

Chapitre 02 introduire la notion de transistor a effet de champ et la modalisation du courant
d’un MOSFET a canal n.

Chapitre 03 étude les états électroniques des électrons dans un MOSFET de base GaAs par
I’approximation d’un puits infini sans et avec un champ magnétique uniforme appliquer. Nous
allons utiliser I’approximation d’un puits triangulaire a un puits infini de largeur 1.



Chapitre 1

Physique des semiconducteurs

Amorphe, polycristalline, monocristalline sont les trois groupes principale des solides[1]
avec chaque a sont caractéristique, les monocristallines ont 1’avantage dans leur propriété élec-
trique, la connaissance des propriétés cristallographique permet a modulé sont comportement
en différente états, précisément sur les semiconducteurs sont des solides dont son état en inter-
médiaire entre 1’état conducteur et 1’état isolant, ce sont la base de 1’évolution moderne.

1.1 Structure cristalline des solides

1.1.1 Reéseaux cristallins

Un réseau de Bravais est un ensemble infini de point discrets avec un arrangement et une
orientation qui apparait exactement la méme lorsque elle est vue d’un point quelconque[2], un
réseau de Bravais est représenté par un vecteur de réseau, c’est le vecteur qu’ils engendrent le
réseau par translation en trois dimension

R = n1£+ngb+n35

avec (a, b, ©) sont les vecteurs fondamentale et n; sont des entiers.

1.1.1.1 Nombre de coordination

C’est le nombre des points d’un réseau de Bravais qui sont le plus prés d’un point donné,
ou bien le plus pres nombre des atomes a un atome donné.
1.1.1.2 Maille primitive

Un volume de I’espace qui translaté par tout les vecteurs d’un réseau de Bravais remplit
completement I’espace sans se recouvrir lui-méme ou laisser de vide et obligatoirement contenir
un point de réseau. Le volume de la maille primitive

V =l|a.bxd

1.1.1.3 Maille conventionnelle

C’est une maille qui contient plus qu’un point de réseau ou bien plus qu’un motif, les
constantes caractérisent la taille d’'une maille appelés constante de réseau.
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1.1.1.4 Maille primitive de Wigner-Seitz

C’est la maille d’un point ont la plus proche voisins, la maille de Wigner-Seitz est une maille
primitive qui permit d’avoir le réseau réciproque.

1.1.1.5 Plans réticulaires

C’est un plan constituant le réseau de Bravais bidimensionnel, la famille de plans réticulaire
forme un ensemble de plan parallele, équidistant qui contiennent dans leur ensemble tous les
points de réseau de Bravais, la famille de plans qui décompose le réseau de Bravais est unique.

Chaque famille de plan réticulaire est définit par les indices de Miller (h, k,[) qui soient
I’inverse de 'intersection du plan sur les axes choisi de maniere que sont les premiers entre
aux.

1.1.2 Structure cristalline

Le réseau de Bravais est une notion mathématique, pour un cristal physique réel on utilise
le terme structure cristalline qui est constituée des copies identiques de la méme unité physique
dit motif située sur tous les points de réseau de Bravais.

La plus par des semiconducteurs forme un réseau cubique face centré et se forment diffé-
rentes structures

1. Structure diamant
C’est la structure de Silicium, Germanium. Deux réseaux de Bravais Cubique face centré
(CFC) qui s’interpénetrent, I’un de réseau est décollé le long de diagonale du cube de
I’autre d’un quart de la longueur de diagonale.

2. Structure de blende
C’est la structure d’arséniure de gallium (GaAs). Méme comme la structure diamant mais
avec especes atomiques différentes.

1.1.3 Reéseaux réciproque et premiére zone de Brillouin

Le réseau réciproque est I’'image de réseau direct défini par les vecteurs[3]

bx¢ _ Exa - axb
b.cx d b.cx d C.axb

A=o9r

La maille primitive du réseau réciproque appelle Premiere zone de Brillouin.

1.1.3.1 Densité d’états dans 1’espace réciproque
La densité d’états dans 1’espace réciproque par unité de volume de cristal :

2
(27)?

g(k) =
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1.1.4 Les impuretés et les défauts cristallins

Dans les cristaux réels le réseau n’est pas parfait ou bien infini, elle contient des imperfec-
tions et des défauts influents les propriétés physiques [1,2], ’'un de celle est les impuretés qui
sont des atomes en substitution ce sont des atomes étrangers qui se place a un nceud du réseau
cristallin.

1.1.5 Structure des bandes d’énergie

C’est une modélisation des valeurs d’énergie que peuvent prendre les €lectrons dans un
solide[4], généralement les électrons n’ont la possibilité de prendre que des valeurs d’énergie
comprise dans certains intervalles qui sont des bandes permises, la bonde de valence (BV) et la
bonde de conduction (BC), lesquels sont séparés par des bandes d’énergie interdites.

On note F, I’énergie maximum de la BV et £, I’énergie minimum de la BC, £, = E,. — E,
est I’énergie de gap, chaque bandes permises sont caractérisé par une densité d’état.

E,

E

-5

)
7 A

GaAs

\

(a) (b)

FIGURE 1.1 — (a)Structure de bandes d’énergie de GaAs, dans les directions de haute
symétrie. Echelle des énergies en eV. (b)Représentation en niveaux des énergies de la BC,
BV, et la bande interdite

>

1.1.6 Parameétres de la structure

Le réseau cubique représenté par les parametres a = b = c et les angles o = 8 = v = 90°

<L

FIGURE 1.2 — Paramétre de la systéme cubique
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L’arséniure de gallium GaAs c’est un semiconducteur univallé a gap direct, le minimum de
la BC situé en k£ au point I'[5], elle prend la structure blende.

FIGURE 1.3 — La structure blende d’arséniure de gallium GaAs.

Parametres de la structure de GaAs[6] :

Le groupe d’espace F-43m
a=0b=c=56537TA
a=p0p=vy=90°

Le volume de la maille 180.717 A3

Les parametres de la maille

1.2 Les semiconducteurs

Les semiconducteurs sont des matériaux quand leur conductivité situé entre 1’état conduc-
teur et 1’état isolant, les éléments semiconducteurs trouvent dans le groupe IV du tableau pé-
riodique (Si, Ge,...), et les combinaisons entre les éléments de groupe III avec le groupe V, I’'un
des propriétés la plus intéressant est que sont résistivité (I’inverse de la conductivité) décroit en
fonction de la température [7].

1.2.1 Concept de masse effective

La masse effective est la masse qui contient I’ effet global du potentiel cristallin sur I’ électron
ou bien le trou[8].
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1.2.1.1 Masse effective des électrons

Si le semiconducteur est a gap direct :

h2
Me = PE/dk?
Si le semiconducteur est a gap indirect :
h?
m; = dQE—/dk'ﬁ masse effective longitudinale
h?
m; = W masse effective transversale

1.2.1.2 Masse effective des trous

Comme la courbe de dispersion de la bonde de valence est dégénérée en k£ = 0, on distingue
deux types des trous, trou 1éger lh (light holes), trou lourd hh (heavy holes)

. Me
ml - —
"+
% me
mr, =
hh M=

Avec 5 = /73 + 732 et (71, 72, 73) sont des paramétres de bandes de valence.

1.2.2 Densité d’états dans les bandes permises

Le nombre d’états contenus dans la sphere de rayon £[2,3] est donné par

k‘3
Dans I’approximation des bandes paraboliques en trouve :
1. Densité d’états en fonction d’énergie dans la BC

1 /2m:\*? 1o
VB = 5 (G) (BB (1)
Avec m, la masse effective
. m; sc a gap direct
m. =
(nm,*my)¥®  sc a gap indirect

n est le nombre d’ellipsoides équivalente.
2. Densité d’états en fonction d’énergie dans la BV

o\ 32
B =5 () BB (12)

Avec

2/3
= (it i)

6
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1.2.3 La probabilité d’occupation un niveau d’énergie

La probabilité d’occupation d’un niveau d’énergie par un électron est donnée par la distri-
bution de Fermi-Dirac[9] :

_ 1 s
{f(E) = @ ERET pour I’électron 13)

fp(E) =1- f(E) = m pour le trou

1. Densité de porteurs
Elle donne par les relations suivant :

n = / S N f(E)E

p= /  N(E)(E)E

Evmin
n la densité des électrons et p la densité des trous.

2. Niveau de Fermi (NF)
C’est le niveau qui séparé les états totalement remplie et vide a température OK.

1.3 Semiconducteurs en équilibre

1.3.1 Semiconducteur intrinséque

Si le cristal est si pur que les impuretés (impuretés résiduelles) donnent une contribution
négligeable aux densités de porteurs de charge[2,5], le NF dans le cas non dégénéré est situé
dans le milieux de la bonde interdite, a température ambiant i’ y a une énergie thermique
suffisant pour rupture les liaisons covalents et créé des trous dans la BV et des électrons dans la
BC, il en résulte que :

n=p=mn, (1.4)

n,p sont la densité des électrons et des trous respectivement,n; appelé densité de porteurs in-
trinseques.
1.3.1.1 Densité de porteurs

Pour le cas d’un semiconducteur non dégénéré et dans le cadre de I’approximation de Boltz-
mannl[] :

E.— Ep > 2kpT = n = N (FemEr)/ksT (1.5)
Ep — B, > 2kgT = p = N,eF=Er)/ksT (1.6)

N., N, appelés densités équivalents d’états, et k est le constant de Boltzmann, dans le cas d’un
semi-infini bonde d’énergie ¢a vue dire la BV prendre les valeurs d’'un maximum de £, jusqu’a

1. Pour un systéme dilué alors que f(F) << 1 on peut néglige le 1 devant ’exponentiel dans la
distribution de Fermi-Dirac.
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moins I'infini, et la BC d’un minimum £, jusqu’a plus I'infini :

N, = mﬁ@@ﬁe*E_&V“ﬂdE
Ec
Ey

N, = N, (E)elBo=B)/keT g

o

On calculer I’intégrale présidente on trouve les densités équivalents d’états N, N, :

2rmikgT 3/2
2rmikgT 3/2

1.3.1.2 Niveau de Fermi

Elle donne a partir de la simplification de I’équation (|1.4)) :

_E.+E,
2

Ny

Er N,

1
+ 5ksTLn (1.7)

A partir des équations ([T.5)),(1.6)), et la condition n = p on écrire la densité de porteurs intrin-

seques sous la forme :
n; = AT3?eFo/ksT (1.8)

2mkp \ %
a2 () iy

1.3.2 Semiconducteur extrinséque

avece ©

Dans ce cas le cristal contient des impuretés, généralement si on dopent avec des atomes ont
un excédent d’électron en dit que les atomes sont de type donneur, 1’électron excédent créent
un niveau électronique F; pres de la BC avec une énergie de liaison £p = E. — Ej, en outre
si les atomes manquent un électron elle dit accepteur, 1’électron manquent créent un niveau
électronique I, pres de la BV avec une énergie de liaison £4 = E, — E,[10].

Considérons un semiconducteur contenant une densité N; de donneurs et N, d’accepteurs.
Soit N le nombre de donneurs ionisés et N, le nombre d’accepteurs ionisés, le matériau
étant neutre si ’ensemble des charges positives est égale a I’ensemble des charges négatives,
I’équation de neutralité électrique du matériau s’écrit :

n—Nf=p—N, (1.9)

D’apres I’équation ([1.9)) il existe en fait trois types de semi-conducteurs :

1. Semiconducteurs compensé - Semi-Isolant
Si N, = N, alors n = p et par conséquent n = p = n,.
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2. Semiconducteur de type n
Si N; > N,, on dit le semiconducteur est de type n, les électrons sont appelés porteurs
majoritaires, les trous, porteurs minoritaires. La densité de porteurs est donné par :

na N;— N, (1.10)

2
n:
~— 1.11
p N;— N, ( )

3. Semiconducteur de type p
Si N, > N, on dit le semiconducteur est de type p, les trous sont appelés porteurs
majoritaires, les électrons, porteurs minoritaires. La densité de porteurs est donné par :

p~ N, — Ny (1.12)

2

n:
N —— 1.13
RN, (1.13)

Les expressions du niveau de Fermi dans chaque type de semiconducteur

Ep, = E.—kgTLn(N./(Ng— N,))
Ep, =E, + kgTLn(N,/(N, — Ny))

Il est souvent utile de définir la position du niveau de Fermi par sa distance au niveau de Fermi

B (seecescssese B( sececececesse BC®e o o
O S —
Ep———mmm Epi - Ep; ===
EFp eoeeeereesere
BV 556600000000 BV o 9 BV 555666000000
Intrinséque type n type p

FIGURE 1.4 — Position du niveau de Fermi dans les différents types de semiconducteur
en équilibre thermodynamique.

intrinseque E'p; du matériau, en pose e¢pp, = Er — Ef,, ¢ appeler potentiel de Fermi.

n = n;e®ri/ (1.14)
p = nge 9F/% (1.15)
¢ = (£2T) est le potentiel thermique.

Si ¢, > 0 entraine n > n,; et p < n;, le semiconducteur est de type n.
Si ¢, < 0 entraine n < n; et p > n;, le semiconducteur est de type p.
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1.3.3 Evolution avec la température

Considérons le cas d’un semiconducteur de type n, non dégénéré et dépourvu d’accepteurs,
on définit le densité de donneurs neutre par
1

0 _
Nd o Ndl + %Q(Ed_EF)/kBT

(1.16)

et la densité de donneurs ionisé

1

+ _ _ NO _
Nd = Na— Ny = 1 + 2e(Er—Ea)/ksT

(1.17)

1.3.3.1 Niveau de Fermi

Le Niveau de Fermi en fonction de la température est donné par la résoudre de 1’équation
de neutralité

a

1 N,
Er(T) = E;+ k:BT{Ln [Z (—1 + \/1 + 8ﬁde<Ec—Ed>/kBT> } } (1.18)

Dans la gamme de température définie par k1" < %’ il existe deux cas :

Cas : kT << E. — E, (tres basse température)
_E.+FE; kg ( Ny )

WLy
5 T oy

Cas : kT >> E. — E,; (haute température)

Ep

N,
Ep=FE,+ kgTLn (Fd)

A tres haute température le semiconducteur est dans le régime intrinséque le nivaux de Fermi
est au milieu de gap (L.7)

1.3.3.2 Densité des porteurs

1. Température élevée kpT >> T2
Le semiconducteur est dans le régime intrinseque et la densité des électrons égale a den-
sité de porteurs intrinseques

2. Basse température

Dans cette température tous les atomes donneurs sont ionisés et la densité des électrons
est égale a la densité des atomes donneurs

TL:Nd

3. Tres basse température
C’est le régime de gel I’ionisation thermique n’est pas suffisante pour excite les électrons
de maniere adéquat

1 1/2
2 &

10
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1.4 Semiconducteurs hors équilibre

1.4.1 Courants dans le semiconducteur

Il y a deux types de courant dans un semiconducteur selon le type de force agissent les
porteurs de charge[5,10] : la courant de conduction, au de diffusion.
1.4.1.1 Courant de conduction

C’est le résultent d’une force électrique sur les porteurs de charge, le principe fondamentale
de dynamique :

E = *
1 dt
en intégrant cette équation de 0 a 7 le temps de relaxation on obtient :
qFE
V; =v= 1.19
M=v="27 (1.19)

m, la masse effective de conductivité, v est la vitesse dérive, et en appelle la quantité (%) la
mobilité des porteurs i, donc en définir la vitesse des électrons et des trous par :

Ty = —pin B (1.20)

—

Ty =+ E (1.21)

On défini la densité de courant comme la quantité de charge qui traverse 1’unité de surface
pendant I’'unité de temps, soit pour chaque type de porteurs :

—

jn = —net, = neunE (1.22)
jp = +petp = pepp E (1.23)

Le courant résulte du déplacement des électrons et des trous sous 1’action d’un champ élec-
trique :

Je=Jn+jp=0E (1.24)
Avec :

0 = nepn, + pepy

Je appelé courant de conduction, o est la conductivité du matériau.

1.4.1.2 Courant de diffusion

Lorsque les porteurs de charge ne sont pas distribués uniformément dans le semiconducteur
sont soumis au processus générale de diffusion. Le flux de porteurs est, conformément a la loi
de Fick, si on appelle n? le nombre d’électrons qui diffusent par seconde & travers 1’unité de

surface :
n? = —-D,Vn . i
J Loi de Fick
p"=-D,Vp

11



CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

D,,,D, constant de diffusion.

Aux déplacements des porteurs de charge correspondent a des courants de diffusion, la
densité de courant est donné :

Jan = +eDyVn (1.25)
Jap = —eDpVp (1.26)
Le courant total de diffusion s’écrit donc
ja=eD,Vn— erﬁp (1.27)
Alors le courant totale de chaque type de porteurs :
o = neunE +eD,Vn (1.28)
Jp = peuyE — eD,Vp (1.29)

1.4.2 Relation d’Einstein

L’aptitude des porteurs a se déplacer dans un réseau cristallin sous I’action d’une force est
définie par la constante de diffusion D et la mobilité y, on introduire la relation d’Einstein qui
relie ces deux quantités :

— == 1.30
Hn Hp € ( )
1.4.3 Courant de déplacement
Ce courant est observé en régime alternatif et donné par :
. D
= — 1.31
JD ot ( )

D est le vecteur de déplacement D = eE, avec ¢ constant diélectrique du matériau.

1.4.4 Génération-Recombinaison

On défini la génération ¢’ par le processus de création des porteurs par unité de volume dans
le semiconducteur et la recombinaison 7’ par les porteurs qui disparaissent par unité de volume.

La variation du nombre de porteurs par unité de volume et de temps :

dn / / /
o) =9 =gt gn—r
t),

g est le taux de génération thermique, en représente ' — g, par le bilan entre les recombinai-
sons et les générations thermiques r donc :

(Z_?)W gy (1.32)
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CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

g et r sont respectivement appelés taux de génération et taux de recombinaison de porteurs.

La génération-recombinaison d’un électron avec un trou, dans le semiconducteur est fait par
deux phénomenes :

1. Direct
L’¢électron passe directement de 1’état libre a 1’état liée et construire une liaison.

2. Par centres de recombinaison
La présence d’impuretés incontrolées joue un role non négligeable dans le processus de
recombinaison, une impureté piege un électron (trou) qui par attraction coulombienne
attire un trou (électron), ce qui provoque la recombinaison de deux particules.

1.4.5 L’équation de continuité

[’équation de continuité régissent la condition d’équilibre dynamique de porteurs dans le
semiconducteur, considérons dv un élément de volume d’un semiconducteur parcouru par un
courant dans la direction oz, la variation du nombre de porteurs est la somme algébrique de
nombres des porteurs qui entrent, j,/q, et qui sortent, j,.4./q, soit pour les électrons et les
trous a trois dimensions :

on 1o -
o _ g7 v 0 1.33
5 = oVt gn = (1.33)
8]9 ].—»—_»
o _EV'JP +9p — Tp (1.34)

Dans un matériau dopé en régime de faible injection les équations de continuité s’écrivent, a
une dimension :

on oF on 0*n n —ng
LS B 4 DS g, - 1.35
ot~ Moy Ty T g T T T (1.35)
Op oF Op 0*p P — Po
P = B P, 1.36
ot PHy ox Hp ox + 0x? + 9 Tp ( )

Tn» Tp Tespectivement la durée du vie d’électrons et des trous, dépend de la processus de génération-
recombinaison, et le matériau lui méme.

1.4.6 Longueur de diffusion

Considérons un barreau semiconducteur de type p, excité en surface par un rayonnement
peu pénétrant qui crée a la surface un exces An de paires électron-trou. Les électrons diffusent
a ’intérieur du barreau et créent un courent de diffusion, 1’évolution de la densité des électrons
en un point quelconque du barreau est donné par 1I’équation :

on 9’n n—ng
o = Dasy + g —
ot ox Tn
Dans la mesure ou le rayonnement est peu pénétrant dans le volume du semiconducteur g,, = 0,
et dans le régime stationnaire On/0t = 0, 1’équation (|1.37)) s’écrit :
*n  (An)

0x? L2

n

(1.37)

=0 (1.38)
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CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

avec L2 = D, ,, I'intégration de I’équation ([1.38) avec les conditions aux limites An(x =

0) = Ang et An(z — o) = 0, donne An = AngyeTn . La densité des porteurs en excds décroit
exponentiellement avec une constante de temps L,, appelé longueur de diffusion des électrons,
et L,, pour les trous dans un semiconducteur type n :

Ln =V DnTn Lp =V DPTP

1.4.7 Charge d’espace - Equation de Poisson

La charge d’espace donné par p = e(N] — N, + p — n) et I’équation de Poisson :

p(x,y,2)
g

ViV = — (1.39)

dont I’intégration permet de calculer la variation du potentiel a partir de la charge d’espace p.

1.5 Jonction pn

Une jonction pn est constituée par la juxtaposition de deux régions de types différents d’un
méme monocristal de semiconducteur, dans la fonction est de laisser passer le courant dans un
seul sens[10,11].

1.5.1 Jonction abrupte a I’équilibre thermodynamique

Dans ce cas la différence N; — N, passe brutalement dans le plan x = 0 (jonction métal-
lurgique), d’une valeur négative dans la région de type p a une valeur positive dans la région
de type n, la diffusion des porteurs fait apparaitre une charge d’espace et par suit un champ
électrique résultant de la présence des atomes donneurs et accepteurs ionisés.

ion denneur

trou ion accepteur

électon

00000
@@@@@@
00000600

POOOOO
cJofcrelele)
clefeleleXo

type p

type n

jonction métallurgique
¥

VOO
00vEO
‘000000

QOOOO®
olejelelele)
®® 0O 6

P i Lazonede

n

charge
d'espace

FIGURE 1.5 — La jonction pn
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CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

1.5.1.1 Tension de diffusion V;

L’¢électron dans le BC dans la région n voient une barriere de potentiel qui appelée tension
de diffusion V; = @ A partir de la densité de porteurs dans chaque région on défini V,

comme Suit : T NN
=B Ln( d2“> (1.40)
e

n;

Vi

1.5.1.2 Champ électrique E

Pour déterminer le champ électrique de la zone de charge d’espace (ZCE) par I’intégration
de I’équation de Poisson ({1.39)) a une dimension :

OE(zr) _p(xr)  d&V(x)

= = 1.41
ox s dx? ( )
avec la densité de charge donnée par les équations :
eNy, T, > >0
plx) =
—eN, 0>2>—x,
Par I’intégration de 1’équation (|1.41]) dans chaque région on trouve que :
N,
Bolz) = =L(z — 2) (1.42)
€s
eN,
Fyl2) = =2z + z,) (1.43)
1.5.1.3 DPotentiel électrique V'
Le potentiel électrique est calculé a partir de la relation entre £ et V' :
E = —gradV < dV = —FEdx
par intégration en trouve :
eNy [ x? eNg 4
Va(x) = — — —xT, 1.44
(x) - ( 5 Tx > + 2. T, ( )
eN,
Viiz) = —%(22 + 12 1.45
) = 5+ ) (1.45)

1.5.1.4 Largeur de la zone de charge d’espace W

La continuité en x = 0 , de la composante normale du vecteur déplacement D = asﬁ ,
permet d’établir une relation entre x,, et z,,.

Ecrivons e; by~ = €,Ey+ , soit que :

N,W, = N,W, (1.46)

15



CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

avec W, = —x, et W,, = x,,, on utilise la définition de la tension de diffusion V; = V,, — V, en
prendre V,, = 0 comme un origine, et en remplace V;, par son relation ([1.44]) :

(&
2e,

Va=Volz = ,) — 0= ——(NgW7 + NW?) (1.47)

A partir de la simplification de 1’équation (I.46)),(1.47) on trouve :

2.V (N, 1 1/2
_ Na\f_ L 1.4
wo= (5 (%) () (1.9
2.V [ Ny 1 1/2
_ Na\f_ L 14
w= (5 (3) (o) (1.9

la largeur de la zone de charge d’espace est W = W,, + W, :

26.Vy /N, + N\ /2
IRy .30

dp Wp Wn dn

L i .
Z, Tp =0 Tn Ze

FIGURE 1.6 — Représentation des longueurs dans un jonction pn avec la condition N, = Ny

Si la jonction est tres dissymétrique, la zone de charge d’espace se développe essentielle-
ment dans la région la moins dopée.

1.5.2 Jonction abrupte polarisée

La jonction est polarisé lorsque on applique une différence de potentiel entre la région n et
p, la barriere de potentiel aura modifie, et par suite la diffusion des porteurs d’une région vers
’autre.

1.5.2.1 Jonction abrupte polarisée en direct

Si la tension de polarisation V est positive, alors V,, —V,, = V;—V/, et la hauteur de la barricre
de potentiel devient e(V; — V') insuffisante pour arréter la diffusion des porteurs majoritaires, le
courant est au profit de le courant de diffusion.

1.5.2.2 Jonction abrupte polarisée en inverse

Si la tension de polarisation V est négative, alors V,, — V,, = V; + V, et la hauteur de la
barriere de potentiel devient e(V; 4+ V') suffisante pour arréter la diffusion des porteurs au profit
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CHAPITRE 1. PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

de la courant de conduction. Dans ce cas la jonction comporte comme un condensateur plan de

capacité dynamique
_dQ &S

AV W

S représente la section de la jonction.

1.5.3 Distribution des porteurs
1.5.3.1 Densités de porteurs aux limites de la zone de charge d’espace

En régime de faible injectionﬂ les densités de porteurs majoritaires ne sont pas affectées,
les densités de porteurs minoritaires aux frontieres de la zone de charge d’espace sont données
par

n, = nyyel’/?" T =1, (1.51)

Pr = Py V/?) T =, (1.52)
Le produit np en chacun des points x,, et x,, s’€crit donc

nppn = n2elV/9) (1.53)

1.5.3.2 Distribution de porteurs dans les régions neutres

Les porteurs majoritaires ne sont pas affectés. Les distributions des porteurs minoritaires
sont régies par la solution des équations de continuité (1.35)),(1.36)), en régime stationnaire et

en conditions aux limites donné par ((1.51)),(1.52) et

:
= — rT=x
pn() Na (&
n;
Npy = E r=x
dans chaque région on trouve
Do — Py = —or (/9 — 1) sh | T2 T >, 1.54
0
sh (%—") Ly
P
o
Mp = Ny, = hnﬁ (/%) — 1) sh (m — v < -, (1.55)
S o n
Ly

d,,.,d, sont la longueur de chaque région neutre.

2. les porteurs majoritaires & I’équilibre thermodynamique restent majoritaires lorsque la jonction est
polarisée.
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1.5.4 Courants de porteurs minoritaire

Les courants des trous dans la région de type n et d’électrons dans la région de type p sont
des courants de diffusion. Ils sont par conséquent donnés par les équations ([1.25]),(|1.26]),par
simple dérivation on trouve

D.n? _
jola) = — =2 (V%) — 1) ch (mL_*’”) (1.56)
NaLysh (%) v
Dyn? !
) = —Pn (i ) op (u) (1.57)
NoLush (£) Ln

1.5.5 Densité de courant - caractéristique

Le courant total traversant la jonction est la somme des courants d’électrons et de trous en
un méme point, on suppose que la zone de charge d’espace n’est le siege d’aucun mécanisme
de génération-recombinaison, alors que

Jp(@n) = Jp(p)

]n(xn) = jn(xp)
et comme le courant total est conservatif, ¢’est-a-dire indépendant de x on trouve que :

J = Jg (eV/9) — 1) (1.58)
avec
B eDyn? n eD,n?
o d
NaLyth (4)  NaLath (£2)

J, est appelé courant de saturation de la diode, en examiner le terme exponentielle de la relation
(11.58]) :

1. En polarisation inverse, V' < 0, dés que —V > ¢;, ’exponentielle négative devient
négligeable devant 1 et le courant atteint une valeur constant

J = —J

I

2. En polarisation directe, V' > 0, dés que V' > ¢,;, ’exponentielle positive devient tres
supérieure a 1 et le courant s’écrit

J = Jse(V/¢t)

1.5.6 Jonction & profil de dopage quelconque

Considérons la région de type n dans 1’hypothése de faible injection n(x) = Ny(z) et
p(z) << n(x), les courants dans cette région est donné par la somme des courants de conduc-

tion et de diffusion de chaque type de porteurs (les équations ((1.28)),(1.29)) :

ju(z) = €D, (n(x)kBLTE@) + d’zlf)) (1.59)
ina) = e, (pto) ) - ) (160
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on substrat les deux équations et dans I’hypothese de faible injection on trouve 1’équation dif-
férentiel des trous dans la région n au profile de dopage quelconque :

p@) (@) dNu(w) _ Gyla)

= — 1.61
dr  Ny(x) dz eD, (161)
la solution de cette équation est donnée :
1 Jgp(x) [*
= = Ny(x)d
o) = s (K=t | e
et par les conditions aux limites
oy [P =20 =)
Ny(x = x,) = Ny(z4)
on trouve K = p(x,)Ny(x,) et par
] p(r =) = p(x.
T =T,
Ny(x = x.) = Ng(z.)
on trouve
C n N n d
Rl GO (i)
Donc le courant de trous dans la région n et a partir les équations (1.51)),(1.52)
eD,n?
(@) = — P eV/e0 _ 1 (1.62)
p fmnnJerth(dn/Lp) Nd(x)dx ( )
par analogie on trouve le courant d’électron dans la région p
eD,n? v
Jn(@) = 4= : (eV/?) —1) (1.63)
fzp—Lnth(dp/Ln) No(z)dx
Le courant total dans la jonction est conservatif alors
J = Jg (eV79) — 1) (1.64)

avec ) )
eD,n; eDpn;

T +—
fx:—Lnth(dp /L) Ny(x)dx [ n+Lpth(dn/Lyp) Ny(x)dz

Tn

Jo =

1.5.7 Courant de génération-recombinaison

Dans le calcul du courant de diffusion les phénomenes de génération-recombinaison dans
la ZCE ont été négligés. Compte tenue les phénomenes de génération-recombinaison dans la
ZCE, le courant total traversant la jonction est donné par la relation :

J = Jg (V) — 1) + J,, (1.65)

avec Jy, le courant de génération-recombinaison dans la ZCE :
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1. Si V<O, la jonction est polarisée en inverse, la contribution a la courant de conduction est

donnée par
en;

Jp=—
ar 2T,
2. si V>0, la jonction est polarisée en direct, la contribution a la courant de conduction est
donnée par

€nN;
Jgr = ——WeV/2%
2T

T la durée de vie effective des porteurs minoritaires dans ZCE.

1.6 Contact métal-semiconducteur

1.6.1 Diagramme des bandes d’énergie

Lorsqu’un métal et un semiconducteur sont au contact, il existe a I’interface une barriere de
potentiel[12] donnée par 1’expression

Ey, = epy, — ex (1.66)

ou eg¢,, représente le travail de sortie du métal et ey 1’affinité électronique du semiconducteur.
On note ¢ le travail de sortie d’un semiconducteur et rappelons que les électrons passent d’un
matériau a un autre si le travail de sortie du premier est inférieur a celui du deuxieme, en
examinant trois cas :

1. Les travaux de sortie sont égaux ¢,, = ¢,
Lorsque le métal et le semiconducteur sont mis au contact, la distribution statistique des
électrons dans ce systeme est alors représentée par un niveau de Fermi unique, le NF de
métal et de SC s’aligne de sorte que 1’équilibre thermodynamique est réalisé sans aucun
échange d’électron.

2. Travail de sortie du métal supérieur ¢,, > ¢;
Dans ce cas les électrons passent du semiconducteur dans le métal, est le systeme se
stabilise a un régime d’équilibre défini par I’alignement des NF. le niveau de vide NV et
les bandes d’énergie ., I, présent un courbure vers le haut.

a) Semiconducteur de type n
Dans le semiconducteur une zone de déplétion positive se crée par les ions N,
d’autre part dans le métal une accumulation des électrons apparait a 1’interface.
La structure Métal-SC(n) constitue donc un contact redresseur. C’est une diode
Schottky.

b) Semiconducteur de type p
Dans ce cas il apparait une zone de charge d’espace négative dans le métal due
a une accumulation d’électrons a la surface, positive dans le semiconducteur due
par accumulation des trous a la surface. Le contact est une de type non redresseur
(contact ohmique).

3. Travail de sortie du métal inférieur, ¢,, < ¢,
Les électrons qui passent du métal dans le semiconducteur font apparaitre dans le métal
un déficit d’électrons localisé a la surface, qui résulte une courbure vers le bas des bandes
d’énergie.
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a) Semiconducteur de type n
Les électrons qui passent du métal dans le semiconducteur font apparaitre dans le
métal un déficit d’électrons localis€ a la surface, et dans le semiconducteur une zone
d’accumulation tres peu étalée, dans ce cas le contact est non redresseur (contact
ohmique).

b) Semiconducteur de type p
les électrons qui viennent du métal se recombinent avec les trous créant une ZCE
due a la présence des ions /N, qui ne sont plus compensés par les trous, dans ce cas
la hauteur de la barriere d’interface, que voient les trous pour passer du semicon-
ducteur au métal, est alors donnée par

Ey, = E, — ep,, + X (1.67)

le contact Métal-SC(p) est redresseur, c’est une diode Schottky.

1.6.2 Caractéristique courant-tension

Le courant dans la structure est essentiellement dii aux porteurs majoritaires, a 1’interface
cette courant est conditionné par I’émission thermoélectronique par-dessus la barriere de po-
tentiel, et dans la zone de charge d’espace du semiconducteur par les phénomenes de diffu-
sion[11,12].

Dans le cas d’un contact Métal-SC(n) avec ¢, > ¢, et en régime de pseudo-équilibre
n(x = 0) = Nge Fo/ksT
1.6.2.1 Courant thermoélectronique
Le courant d’émission thermoélectronique est donnée par
Josse = Jsesm = A*T?e~Eo/ksT (1.68)
A* = 4rem.k?/h3 la constante de Richardson, la barriere de potentiel donnée par
Ey = epm —ex = edy + ep

En explicitant Fj, et A* et en précisant le fait qu’en I’absence de polarisation ¢, = V, on a le
courant thermoélectronique

Imsse = Jsesm = eNd(kBT/Qﬂme)l/Qe*Vd/@

Lorsque en applique une tension positive V,,, — V. = V, le courant J,,,_,,. est inchangé, et le
courant J._,,, est donné par

Tserym = eNd(k;BT/Qﬂme)1/26’(‘/”‘/)/@
Le courant résultant est donné par J = Js.yp — Jin—sc
J = Jg (% = 1) (1.69)
soit .J,. le courant de saturation thermoélectronique
Jse = eNd(kBT/Zwme)l/ze’Vd/m = eNyv e Vil

v la vitesse thermoélectronique des électrons.
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1.6.2.2 Courant de diffusion

Le calcul consiste a résoudre 1’équation de diffusion des porteurs ([1.59) dans la zone de
charge d’espace du semiconducteur. Pour une polarisation direct I > 0 en trouve

J = Je (e"9 = 1) (1.70)
avec Jg4 le courant de saturation de diffusion
Jea = eNg(e*NyD,, /e skpT)We™ /% = eNgvge™ "4/

vy la vitesse de diffusion des électrons.

1.6.3 Combinaison des deux courants

La condition de raccordement consiste a écrire que ces courants sont égaux a I’interface,
dans le modele de la diffusion cette condition a I’interface est équivalente a I’introduction d’une
vitesse de recombinaison a I’interface, sous une polarisation V la densité de porteur n’est pas
constant n(z = 0) = n,(v) alors le courant de diffusion est donné par

J; = eNyjuge~ Va=VI/oe _ evgns(V)
et le courant d’émission thermoélectronique dont la condition V' >> kgT'/e
Jo = eng(V)v,
par la condition raccordement J = J; = J, alors ne trouve

ng(V) = Ny Qjﬁ e~ (Va=V)/d:
Vg Ve

et on obtient le courant totale

J = eNy—2e_o=(Va=V)/: (1.71)
Vg + Ve
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Chapitre 2

Transistor a effet du champ a grille
oxydée (MOSFET)

Le transistor, dont I’'invention en 1948 valut a J.Bardeen, W.Shockley le prix de Nobel (en
1956), est un dispositif semiconducteur : trois semiconducteurs lui sont connecté, un pour le
courant d’entrée (émetteur), un pour le courant sortie (collecteur) et un pour la commande
(base)[13].

Selon le fonctionnement elles sont classe en différent type :
1. Transistor bipolaire.

2. Transistor a effet de champ.

3. Transistor a unijonction.

4. Hybride.

2.1 Transistor a effet du champ

Un transistor a effet de champ est un transistor unipolaire[l, composant a trois broches : la
Grille, le Drain et la Source, son fonctionnement est basé sur 1’action d’un champ électrique
pour contrdler la forme et donc la conductivité d’un « canal » dans un matériau semiconduc-
teur[14].

Les transistors a effet du champ :

1. JEFT (Junction Field Effect Transistor).

2. MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor).
3. MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor).

2.2 La structure MOS

Le fonctionnement d’un transistor MOSFET est basé sur la structure de base MOS (Metal
Oxyde Semiconductor), cette dispositif est donc un empilement de trois matériaux (Figure 2.1)

1. Fonctionnent avec un seul type de charges, les électrons ou bien les trous.
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un semiconducteur dopé n ou p, isolant de faible épaisseur et un couche métallique c’est la
grille[15].

A T’interface SC-Oxyde une fine couche de charge inhérente au processus de fabrication,
alors les trous au niveau de surface de la zone p sont repoussés vers 1’intérieur, donc une ZCE
négative apparait, en outre dans le contact SC-Métal(arriere) une autre ZCE apparait.

Lors de I’application d’une tension positive sur la grille, les électrons dans le semiconduc-
teur dopé p s’accumuler a I’interface de SC-Oxyde, cet effet appelé 1’inversion de semiconduc-
teur. C’est le phénomene de base du fonctionne du transistor. D’une part le zone charge d’espace
augment due au potentiel applique sur la grille la structure comporte comme un condensateur
plan.

oxyde

Ny

Semiconducteurs
(bulk)

contact métalique
X

FIGURE 2.1 — La structure d’'un MOS

La profondeur de la zone chargée en dessous d’Oxyde-SC est donnée par la loi de Poisson

[2e,V
= 2.1
Yb N, ( )

Vs est différence de potentiel entre la surface est la volume de semiconducteur

EFis B EFib
(&

Vi=-

avec Ep, 1’énergie de niveau de Fermi au surface, et £, 1’énergie de niveau de Fermi au
profondeur.

2.2.1 Tension de seuil

La tension de seuil est la tension nécessaire pour franchir le point au nombre des électrons
égale au tours ou niveau de surface[16], lorsque la tension appliqué est supérieur de la tension
de seuil la ZCE atteint une valeur maximal.
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2.2.2 La différence de potentiel extérieure

La différence de potentiel extérieure V,,; en fonction des différents potentiels présents dans
le dispositif est

Vewt = (Va = Va) + (Vo = Vourr) + Vouirr — Var) + (Vs — Vi)
Les potentiels par rapport au semiconducteur intrinseque
Veot = Vo — Vourk + dums

avec

Prs = Psi — O

¢4 pour le le semiconducteur, ¢ pour le matériau de grille.

La tension présente dans le dispositif dépend de la tension appliquée et des potentiels de
Fermi du semiconducteur et du matériau de grille. Si on mesure le potentiel relativement au
semiconducteur intrins€que en note

Vs = V(0) = Vouk
Ve = Vo — V(O)

En note V{; la tension appliquée et alors on écrit donc

Vo = Voe + Vs + dus (2.2)

2.3 Diagramme de bandes d’énergies

Le diagramme de bandes d’énergies de la structure MOS représenté sur la figure[2.2]
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(b) Les bandes d’énergie en polarisation positive Viz Paccumulation des électrons effet d’inver-
sion.

FIGURE 2.2 — Diagramme de bandes d’énergies d’un structure MOS

2.3.1 La charge d’inversion en fonction de la tension appliquée
pour un bulk de type p

La densité de porteurs dans la dispositif n’est pas constant elle varie en fonction de la tension
appliquer dans la direction y, on définis la densité d’électrons et de trous

oV W)/

n(y) = m .
=V(y)/ét (2.4)

p(y) = mve

ny, Pp la densité d’électron et trou dans la profondeur de bulk, a partie des ces équation des cas
particulée peut étre dérivée, la densité de électron en surface SC-Oxide n, = n(0) et aussi pour
les trous p; = p(0).

Appliquons la loi de Poisson ([1.39)) sur cette probleme avec p, = N, >> ny

2
(%) - QZNa ($e™ V04 V(y) = 6y 720/ ("W —V(y) = ¢1)) - (2:5)

Examinons les différents type la charge dans dispositif :
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1. Les charges positives @, accumulées a la surface de la grille a I’interface avec I’oxyde,
elle est reliée a la différence de potentiel V,,, par la relation des condensateurs plans

Q/G = C(’Jw‘/:)x (26)

2. Les électrons minoritaires d’inversion (J;, ou niveau de surface sont donné par
, Yb
Q= / —en(y)dy (2.7)
0

3. Les charges positives (g , fixes, a I’interface entre 1’oxyde et le semiconducteur.

4. Les ions dopants dépourvu de leurs trous () g dans la ZCE, elle donné en unité de surface
par

Yo
Q,B - / _eNady (28)
0
La neutralité électrique implique que :

Qo+ Qu+Qr+Qp=0 (2.9)

2.3.1.1 Le régime de forte inversion

Dans ce cas ou Vi >> 0, la charge par unité de surface présente en deux contribution, les
électrons minoritaire d’inversion (), les ions accepteur de la ZCE ()5, le champ électrique E

donné par
/ /
5o <_d_V> _ @i+l (2.10)
y=0 Es

Et I’équation ([2.5]) se simplifie par la condition Vi; >> 0 et alors ¢ /¢, >> 1

2
(dV) _ 2eN, (V;%—@@(VS_%F)/@)

dy ) ,—o  Es

alors

2N, 2
<%> :i( eN, (%+¢t6<vs—2¢m/¢t)) (2.11)
y=0 B

a partir de I’équation ([2.8)), (2.1, on trouve
Qp = —V/2eNaes\/ Vs (2.12)

La charge d’inversion donc donné

Q) = —\/2eN,¢, (\/VS T peVa20m)/0n _ /V8> (2.13)
Et la relation entre la potentiel de surface et la tension appliqué
Qo
Vo = s + Vs — a +7\/‘/;—’—¢t€(vs*2¢F)/¢t (2.14)

avec v = v/2eN,e,/C!
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2.3.1.2 Le régime de faible inversion

Dans ce demain V; > 0 de sorte que 2¢ > V, > ¢, alors
Si €= ¢t€(st2¢>F)/¢t <<V,

= Q) = \/2eN,¢, <\/VS+£—\/VS>

Un développement limité de la racine carrée permet d’écrire

Q/I =~V 2€Na55% (215)

En déduire la relation entre la potentiel de surface et la tension appliqué si on néglige (), devant

@

!/
Vo = s + Vi — 22,0 + vV Vs (2.16)
En défini I'idéalité n comme la dérive de la tension appliquée par rapport de la tension de
surface
Ce
o

dVg
= =1
av, *

(' 1a capacité de la zone de charge d’espace.

n

(2.17)

2.4 Le transistor MOSFET

Un transistor de type MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor) pré-
sente une grille métallique électriquement isolée du substrat par un oxyde, deux région forte-
ment dopé au substrat 1’un appeler Source et 1’autre le Drain, on distingue deux types de ce
transistor[16] :

1. MOSFET a appauvrissement

Il est constitué d’un canal de semiconducteur dopé et d’une grille se superposant exacte-
ment au canal. Cette grille est isolée du canal par une fine couche d’oxyde, on suppose,
pour simplifier, que la face arriere du semiconducteur et la source sont reliées électri-
quement. Une tension positive Vpg entre drain et source a pour effet de faire passer un
courant de conduction. Quand une tension négative est appliquée sur la grille, elle attire
les trous du semiconducteur qui se recombinent aux électrons du canal si bien que la
densité d’électrons de conduction diminue. En conséquence, le courant diminue.

2. MOSFET a enrichissement

Dans ce cas il n’y a plus de zone dopée servant de canal de conduction. Quand une tension
positive est appliquée sur la grille, elle attire des électrons fournis par la source et le drain
et un courant peut alors s’établir. Deux types de transistors a enrichissement, MOS canal
n et MOS canal p, dans le cas d’un canal p un tension négative est appliquée sur la grille
pour enrichir le canal, et les trous qui participent au conduction.

Ils est les plus utilisés du fait de leur non conduction en I’absence de polarisation, de leur
forte capacité d’intégration ainsi que pour leur fabrication plus aisée.

28



CHAPITRE 2. TRANSISTOR A EFFET DU CHAMP A GRILLE OXYDEE (MOSFET)

2.4.1 Le fonctionnement d’'un MOSFET

Le fonctionnement du transistor est compris quand on peut exprimer le courant sortant du
drain en fonction des tensions appliquées.

Dans la structure MOS les électrons forment le canal (ZCE) viennent du substrat (bulk) et
sont attiré par la grille, dans le transistor MOSFET les électrons sont fournis par la source, cette
différence traduit par un différence de potentiel chimique[16].

On prend le point de contact source-bulk-oxyde (le point bleu de la Figure 2.3)) comme une
référence v = 0, y = 0, le potentiel au ce point est donné par

V(y) =V(0,y) — Vss (2.18)

Vsp est le différence de potentiel de Fermi des électrons au niveau de la surface de source
et les trous de la profondeur de la dispositif, a méme raisonnement dans la structure MOS en
trouve la relation qui relié la potentiel applique V5 avec le potentiel de surface V(0)

Ve > 0 Qrille
Source ¢ Drain

région de canal

FIGURE 2.3 — MOSFET d’un substrat p

/
Vep = dms + Vis(0) — % - 7\/‘/;(0) + ¢ e(Va(0)=20r—Vsp)/ ¢t (2.19)
et au niveau de drain en trouve
V(y)=V(L,y) — Vbs (2.20)
et alors ,
Vap = ¢us + V(L) — C/O + 7\/1/;(L) + ¢e(Vs(L)=20r=VDB)/$1 (2.21)
Le courant traversant le dispositif en régime continue et donné par

(nesS)
dz

dVs
Ip = J,S = —pun(ensS) . + Ly Py



CHAPITRE 2. TRANSISTOR A EFFET DU CHAMP A GRILLE OXYDEE (MOSFET)

on pose enS = pS = W@ en trouve

% Q)
Ip = pW(=Q)) == + ppp WL 2.22
p = W( Qz)dx‘i‘,u N I (2.22)
avec W la largeur de canal, et S la surface traversant par les €lectrons. Intégrant 1’équation

(2.22) de la source x = 0 au drain x = L, avec L la longueur de canal. on obtient alors

L Vs(L) Q7 (L)
/ Inde = W [ (=Q)dVi + iy W Q) = InL (2.23)
0 Vs(0) Q7(0)

cette équation permet a précisé la courant sortant de drain en différent régime et différent lon-
gueur de canal.

2.5 Fonctionnement du MOSFET & canal n

Le transistor est généralement constitué d’un substrat (GaAs) de type p, faiblement dopé,
dans lequel on diffuse par épitaxie deux zones n™ qui deviendront la source et le drain. Une
couche d’oxyde au-dessus du canal est réréalisée aliser puis métallisé pour la grille, ce qui
constitue une capacité entre la grille et le substrat.

Le courant source-drain est modulé par la tension de grille, pour le transistor a enrichisse-
ment, il faut appliquer une tension positive a la grille pour amener la capacité grille-substrat en
inversion : le transistor conduit a partir d’un certain seuil.

2.5.1 La caractéristique courant-tension

Le courant au niveau de drain est donné par

1 2
Ips =p ((VGS ~Vrp —20r)Vps — §V55 — 57((‘/5 + Vps)¥? — ‘/;3/2) (2.24)

avec :
p= %Mmcox

W : largeur du canal.
L : longueur du canal.

Vrp le potentiel de bande plate; Vrg = ¢, — c%
Vi le potentiel de surface dans le canal; V; = Vs — 2¢p.

Vps la tension drain-source.

La courbe Ips = f(Vps) & un pente qui s’annule en fonction de ’augmentation de la
tension, alors le courant sature pour un potentiel donné

2 2
VbSsur = Vas — Ve — 208 + % - 7\/VGS —Vrp + Vep + % (2.25)

Cette valeur de saturation correspondant a 1’annulation de la charge inversion au niveau de
drain.
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A \V..= 5V
IDS GS
Zone linéaire
VGS = 4V
VGS = 3V
VGS =2V
VGS =1V
VDS

>

F1GURE 2.4 — Caractéristique courant-tension

Lors de augmentation de la polarisation entre le drain et la source le courant augmente (non
linéairement). A partir d’une tension de drain supérieure 2 la tension de grille moins la tension
de seuil, le champ électrostatique entre le substrat et la grille s’inverse localement au voisinage
du drain créent la région de pincement (pinch off). Les électrons disparaissent a cet endroit, le
courant sature.

Zone linéaire

1
Ips.. =0 ((Vcs — Vru)Vps — 51/55) (2.26)
Point de pincement
1
IDs.. = 55 (Vas — Ven)? (2.27)
Zone saturée
L
Ips =1 — 2.28
L Y (2.28)
Vps =V,
A=\ (1 4 D5 "DSear DS““) (2.29)
VDSsat
€s
Moo=/ Wl (2.30)

£, permittivité du semiconducteur.
o, permittivité de 1’oxyde de grille.
T, épaisseur de I’oxyde de grille.
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Chapitre 3

MOSFET de GaAs et ses
approximations

Dans un transistor MOSFET d’un canal de type n les électrons dans la BC prendre des
états électronique discrete, en connue cette états par la solution de 1’équation de Schrodinger

indépendante du temps[17].
Hy = Ev

3.1 L’approximation d’un potentiel infini

Les électrons d’inversion au niveau de la surface de contact SC-Oxyde voir un potentiel
triangulaire due a la courbure de BC, dans ce cas I’équation de Schrodinger rende insoluble, en
introduire une approximation d’un puits de potentiel infini V' d’un longueur lF_:] pour résoudre
ce probleme :

_ (3.1)
+o0o allieur

{0 0<2<1

avec les conditions aux limites :

0 z>1
¢<z>={0 T, 3:2)

Les électrons dans la BC ont une masse effective m’ = 0.067m, avec l’HamiltonienE] corres-
pondant :

P2

- *
2m}

P la quantité de mouvement, par le principe de correspondance[18] en trouve :

P =hk
— iRV = —ih%
. 92
P2 — _hQ_
= 022

1. La longueur [ de puits est correspondant & profondeur de canal
2. H=T(énergie cinétique)+V(énergie potentiel)
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L’équation de Schrodinger indépendante du temps devient :

a;i@ + k*Ey(2) =0

Avec :
2m* B

3.1.1 La solution de I’équation de Schrodinger

L’équation (3.3) est une équation différentielle d’ordre deux, dont I’équation caractéristique

(3.3)

correspondant :
0

=k

_ . b
PR — 0 A AR < JTT AT A=y
r=a—if f=Y2

Bl

Alors la solution est de la forme :
Y(z) = [Acos(kz) + Bsin(kz)]

A et B sont des constant non nul, pour trouvé A et B on utilise 1’équation ([3.2])

¥ (0) = Acos(k0) + Bsin(k0) =0 < A=0
(1) = B(sin(kl) =0 581 kl =nm & k=77

Donc :
(z) = Bsin(kl)

Pour déterminé B on va utiliser la condition de normalisation

! !
/ P (2)(2)dz =1 < |B|2/ sin?(kz)dz = 1
0 0

on trouve que B = \/g et finalement :

P(z) = \/?sin(kz) (3.4)

3.1.2 L’énergie d’un électron dans BC

Ona:
P2 B2 RPr?n?
E p— f— pu— —
2m:  2m} 2

*
2m}

Alors que I’énergie dépend de n et [ avec n € N* :
h2n? n?
(1) = — 3.5
)= G (35)

Pour 1’état fondamental n = 1 et I’état n = 2 d’une profondeur de longueur [ = 12nm, on

trouve :
E1(12) = 0.0389¢V

E5(12) = 0.1556eV
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3.2 Programme en Fortran tracé le graphe E, = f(I)

program puit
implicit none

integer, parameter : : dp = selected_real_ kind(14,200)
integer : : n, i, 1lmax, 1lmin, ite

real (dp) : : dl

real (dp), allocatable : : 1( :), En( :)

dl = 0.01

lmax =20

ite = lmax/dl
allocate (1(1 :ite),En(l :ite))
do i=1, ite

1(i) = di1~*i
end do
open (7,file='output.dat’, status='unknown’, form='formatted’)
boucle : do
write (*,' ("n > ",8$)")

read (*,*) n
if (n<=0) then
deallocate (1, En)
stop
end if
call Ener (n,1l,En,ite)
do i1i=100, ite
write(7,*) 1(i),En(i)
end do
write (7, *)
end do boucle
end program puit
subroutine Ener (n,1l,En,ite)
implicit none

integer, parameter : : dp = selected_real_kind(14,200)
integer, intent (in) : : n,ite
real (dp), intent (in) : : 1(1 :ite)
real (dp), intent (out) : : En(l :ite)
integer : : 1
do i=1, ite
En(i) = 5.613008237_dp* n**2/1(i)**2
enddo
return

end subroutine Ener
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15—

E(eV)
T

10—

linm)

FIGURE 3.1 — La variation de I'énergie de I’état fondamentale (n=1) et le premiére état
excité en fonction de la longueur de puits

Le graphe représente la variation de I’énergie de 1’état fondamentale (n=1) et le premiere
états excité en fonction de la longueur de puits. Nous notons que 1’énergie décroissant en échelle

logarithme en fonction de I’augmentation de la longueur de puits [, alors que la différence entre
deux niveaux successive diminué aussi en fonction de 1’augmentation de /.

3.3 L’effet du champ magnétique uniforme

L’€lectron dans la BC est caractérisé par un moment magnétique intrinseque due au spin[ 18]
et un masse effective :

i =

S (CGS)
2m*c

€

e la charge élémentaire.

g est le facteur de Landé pour I’électron de GaAs : g = —0.44[19]

m; la masse effective de I’€électron dans la BC pour GaAs : m} = 0.067m,
c la vitesse de la lumiere.
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S moment cinétique de spin : S =
& la matrice de Paulif!l

Lorsque on applique un champ magnétique le moment magnétique M tend 2 s’ oriente sui-
vant la direction du champ et une énergie potentielle magnétique[ZO]E] est attribuée a cette
interaction :

Ey =—-M.B
eh =
= 7.B
g4n@ca
m@ - 3
=g — ppo.B
2m?
avec i mgnéton de Bohr
eh
pB = (CGS)
2mec

3.4 La quantification de Landau

La quantification de Landau désigne la quantification des orbites cyclotroniques de parti-
cules chargées dans un champ magnétique. En conséquence, les particules chargées peuvent
seulement occuper des orbitales d’énergie discrete (ou quantique), appelées niveaux de Lan-
dau[20].

Puisque que le gap de GaAs est direct et moyen, alors le champ magnétique est normal ou
faible incliné par rapport a I'interface, par conséquent la vitesse des électrons est différent avec
le cas sans champ magnétique extérieur. Pour résoudre ce probleme on utilise la quantification
de Landau pour écrire la nouvelle vitesse :

—

eA,,

Mot = Po, + a=2x,y,z (CGS) (3.6)

Le vecteur potentiel choisi par la jauge Landau :

A=1| o (3.7)
0
et I’Hamiltonien devient :
P? m
H= -ty - 1B o.,B
2ms 2m?
1 eBy\ > Me
= — (e =) 402402 ) +9 % ppo.B.
2m} & 2m?
1 2 2 2 mMe
- r eWe sz
2 ((pe — mewey) +py+pz)+92mz /B O

S P ol 4 ol (0 1 (0 = (10
0 = 0gly + oyliy +ozuz avec o, = (| ooy ={, o )].o=={y _

3.
4. ou bien I’Hamiltonien d’un spin 1/2 soumis & un champ magnétique externe B
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Avec w, est la pulsation de cyclotron

eB

meC

(CGS)

We =

on peut réécrire I’Hamiltonien sous la forme suivant :

112 + 112 2
H=—*""v, P +g e pp 0.B,
2m}

* *
2m} 2m}

avec I’opérateur de quantité de mouvement :

—

eA,,

Ha:p;a—i_ a=1,Y,z

la relation de commutation de 1’opérateur de quantité de mouvement :
[HZ,H]] = ZhEijBk, VZ,],]{: € xT,Y,z
€ijk est le symbole de Lévi-Civita, et en introduire les opérateurs suivant :

0, + 4TI, L, 38)

vV2meohw, ; vV2mohw,

a

Avec :
;MBI 1
aa' = - —
2mohw, 2
Alors I’Hamiltonien devient :
m 1 h2k2 m
H="hw.(aa" + = z = B, 3.9
mzw(aa+2)+2 *—l—gzm*uBa (3.9)
N -~ v Ny - J/
Hy H2 H3

H, est I’Hamiltonien de I’ oscillateur harmonique.
H, I’énergie cinétique d’une particule libre a une dimension.
Hj; I’énergie potentielle magnétique.

3.4.1 L’Hamiltonien sous forme matriciel

on développe la matrice de pauli dons I’Hamiltonien H3 et multiplié les termes H;, Hs par
la matrice identité

e 1 h2k? .
H ="t (aa’ +5 ) 1+ 5—=1+ g ppBeo.
e 2 2m;; 2m
21.2
_ [ Behwe (aa® + 3) + 55 + 935 15 B 0
/’LBBZ

0 2w, (aal + 1) + W Ions

* *
m}k 2mi#
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3.4.2 L’énergie propre

L’ équation aux valeurs propres donne par :

H|¢) = E[)
Selon I’équation (3.9)) 1a fonction d’onde propre dépende de (n, v, m;), avec :

(Yl) =
1

1
= <n1V1 + 5’7121/2 + 5)

= 5n1n2 61/1 Vo
Alors I’énergie propre :
1
3

1 m, 1 1
= (n1y £ 5\%&% (aaT + 5) oy £+ 5)

1
Em,/ = <7’L11/1 + §‘H‘7’L21/2 +

e

Me 1
B, + —
Qm;MB [n21 2>
1 h%k2 1
+ — z + —
—+ <n1V1 2| 2mz ’7121/2 2>

Me 1 Me R2r? 12
= (mZ hw, (n + 5) + gmZ upB, + o l_2> Onyns Oy s

1
+ (niv £ §|9

Plus de simplification pour le cas (n; = ns) et (v; = 1)

1B hQﬂ_Z 1/2
E,, = 4 1+g) B+ L
e = 067 BT LED Bt 50

3.5 Programme en fortran tracé le graph (E,, = f(B))

program magn
implicit none
integer, parameter : : dp = selected_real_kind(14,200)
integer : : n, v, i, Jj, lmax, Bmax, ite
real (dp) : :dB,1
real (dp), allocatable : : Env( :), B( :)
1 =12
dB = 0.01
Bmax =16
ite = Bmax/dB
allocate (B(1l :ite),Env (1l :ite))
do i=1, ite
B(i) = dB*i
end do
open (7,file='output.dat’, status='unknown’, form='formatted’)
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boucle : do
write (*, ' ("n,v,J(+ ou - (1)) > ",$)")
read (*,*) n,v, ]
if (v<=0) then
deallocate (B, Env)
stop
end if
call Ener_mag (n,v, j,1,B,Env,ite)
do i=100, ite
write(7,*) 1(i),En(i)
end do
write (7, *)
end do boucle
close (7)
end program magn
subroutine Ener_mag (n,v, j,1,B,Env,ite)
implicit none

integer, parameter : : dp = selected_real_kind(14,200)
integer, intent (in) : : n,v, j, ite
real (dp), intent (in) : : B(l :ite), 1l
real (dp), intent (out) : : Env(l :ite)
integer : : 1
do i=1, ite
Env (i) =(8.64032752%9e-4_dp * (2*n + 1 + j*(-0.44_dp))
+ (5.613008237_dp * (v**2/1**2))
enddo
return

end subroutine Ener_mag
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FIGURE 3.2 — La variation de I’énergie sous I'application d’un champ magnétique uniforme

sur les électrons d’un MOSFET de GaAs

La figure [3.2] représente la variation de 1’énergie sous 1’application d’un champ magnétique
uniforme sur les électrons d’'un MOSFET de GaAs, nous notons que chaque niveau électronique
dégénéré deux fois, et I’énergie croissant linéairement en fonction de 1’augmentation du champ

magnétique.
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Conclusion

L’ occupation des niveaux électronique par électrons dans la BC obéit au principe d’exclu-
sion de Pauli, a conséquence de la propriété intrinseque des électrons chaque niveau électro-
nique peut répartie par deux électrons en différent états quantique.

En I’absence du champ magnétique, 1’énergie des électrons du MOSFET de GaAs est di-
minue en fonction de 1’augmentation de la longueur de profondeur du canal, 1’électron prendre
I’état fondamentale de 1’énergie F;(12) = 0.0389eV dans une profondeur de 12nm.

En présence d’'un champ magnétique uniforme, et comme chaque niveau présente deux
électrons en différent état de spin I’un est de spin up 1’autre et ’autre de spin down, I’effet de
champ est de déviée les deux électrons 1’un par rapport a 1’autre d’un distance d’énergie de
I’ordre de 0.2 eV pour un champ intense de 16 T et dans un profondeur du canal de longueur de
12nm, chaque niveau électronique dégénéré deux fois.
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Résumé

(Frangais)
Parmi les dispositifs semiconducteurs le MOSFET prendre une grande parti sur 1’évolution
électronique moderne, dans cette mémoire on discussion la physique fondamentale des semi-
conducteurs, et de MOSFET, puis on précisé les états énergétiques des électrons dans la bande
de conduction sans et sous I’application d’un champ magnétique dans 1’approximation d’un
puits infini pour un transistor de type MOSFET de I’arséniure de gallium (GaAs) a grille oxydé.

(Anglais)
Among the semiconductor devices the MOSFET take a large part on the modern electronic
evolution, in this memory we discuss the fundamental physics of semiconductor, and MOSFET,
then we specify the energy states of the electrons in the conduction band without and under the
application of a magnetic field in the infinite well approximation for an oxidized gate gallium
arsenide (GaAs) MOSFET transistor type.
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